Karta (sylabus) meduwla/przedmiotu
Mechanika i Budowa Maszyn
(Nazwa kierunku studiow)

Studia I Stopnia

Przedmiot: | Statystyczne metody kontroli Statistical methods of monitoring
Rok: III Semestr: 7
MI1INg8770-3 0
Rodzaje zajec¢ i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Wyktad 9
Cwiczenia 9
Laboratorium
Projekt
Liczba punktow ECTS: 2
Cel przedmiotu
C1 | Zapoznanie studentow ze statystycznymi metodami analizy i kontroli procesu.

C2 | Zdobycie przez studentow umiejetnosci wyznaczania wskaznikow zdolnosci procesu.
C3 | Zdobycie przez studentéw umiejetnosci opracowania i analizy kart kontrolnych.
Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji
1 Podstawowa wiedza z zakresu matematyki (rachunek prawdopodobienstwa).
2 Podstawowa wiedza z zakresu jednostek miar oraz metod i narzedzi pomiarowych.
3 Podstawowa wiedza z zakresu teoretycznych podstaw statystyki pomiarowej.
Efekty ksztalcenia
W zakresie wiedzy:
EK1 Student ma podstawowa wiedzg w zakresie metod statystycznych analizy i1 kontroli procesu,
wskaznikow zdolnos$ci procesu oraz rodzajow stosowanych kart kontrolnych.
W zakresie umiejetnosci:
EK2 Student potrafi oblicza¢ podstawowe wskazniki zdolnosci procesu.
EK3 Student potrafi opracowac i dokona¢ analizy roznych kart kontrolnych.
W zakresie kompetencji spolecznych:
Tresci programowe przedmiotu
Forma zajec - wyklady
Tresci programowe Liczba godzin
Wi Metody statystyczne — podstawowe terminy, definicje 1 modele statystycznego s
ujecia doskonalenia systemu zarzadzania.
W2 Wskazniki zdolnosci procesu (C,, Cyy., Py, Py 2
W3 MSA (Measurement Systems Analysis) — analiza systemu pomiarowego 2
W4 SPC (Statistical Process Control) — Statystyczna Kontrola Procesu 2
W5 Rodzaje kart kontrolnych — wybor ich stosowania. Karta kontrolna Shewharta 1
Suma godzin: 9
Forma zaje¢ - ¢wiczenia
Tresci programowe Liczba godzin
: Podstawowa statystyczna analiza danych — obliczanie parametréw opisowych,
CW1 K L 3
onstrukcja histogramu.
CW2 | Wyznaczanie i interpretacja wspolczynnikéw zdolnosci Cp: Coto Pys Py 3
EW3 AJgo?ytm tworzenia kar_ty kontrolnei. _ 3
~ | Analiza karty kontrolnej dla cech mierzalnych procesu pomiarowego.
Suma godzin: 9
Metody i sSrodki dydaktyczne
1 Wyklad z prezentacja multimedialng oraz wyklad konwersatoryjny
2 Cwiczenia audytoryjne (rozwigzywanie zadan, dyskusja)




Sposoby oceniania

Ocenianie ksztaltujace

F1 | Kolokwium w trakcie semestru (wyklad i éwiczenia)

Ocenianie podsumowujace

P1 | Zaliczenie w formie kolokwium (wyklad i éwiczenia)

ObciaZenie praca studenta

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin
na realizowanie aktywnosci

Godziny kontaktowe z wykladowca,

realizowane w formie zajec

dydaktycznych — taczna liczba godzin w semestrze. 18

Godziny kontaktowe z wykladowca realizowane w formie konsultacji i >
egzaminu — laczna liczba godzin w semestrze

Godziny niekontaktowe - przygotowanie si¢ do zajec 30

Suma 50

Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu 2

Literatura podstawowa i uzupelniajaca

Literatura podstawowa
1 | Brandt S.: Analiza Danych. Metody statystyczne i obliczeniowe — PWN, Warszawa 1999.
2 | Konczak G.: Metody statvstvczne w sterowaniu jakoscig produkeji — AE Katowice, 2001.
3 | Balanda A.: Statystyvczne metody opracowaii pomiaréw — PWSZ Nowy Sacz, 2002.
Literatura uzupelniajaca
4 Konczak G.: Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakoscig w toku produkcji —
AE Katowice 2000.
5 Hamrol A.: Zapewnianie jakosci w procesach wytwarzania — Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej,
j Poznan 1995.
6 Skubis T.: Podstawy metrologicznej interpretacji wynikow pomiaréw — Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej, Gliwice 2004.
Macierz efektow ksztalcenia
Odniesienie danego efektu
Efekt kszt:.iicema do efektow Cele Tresci Metody i Srodki | Sposoby
ksztalcenia zdefiniowanych dla calego przedmiotu | programowe dydaktyczne oceniania
programu (PEK)
EK1 MBMI1A W01 ++ | Cl \CM“E 13 1 F1,P1
EK2 MBMI1A Ul12 ey | G2, C3 ‘C‘}?“E-E-S 1,2 F1,P1
EK3 MBMI1A U29 = | C2-G3 ‘Cy“%f_S 1,2 F1,P1
Formy oceny - szczegoly
Na oceng 2 Na oceng 3 Na oceng 3+ Na oceng 4 Na oceng 4+ Na oceng 5
(ndst) (dst) (dst+) (db) (db+) (bdb)
Student potrafi  [Student potrafi SklsavPOirat i't)l:lilﬁgltlilz’:ouaﬁ ‘S:;lﬁﬁgtlil?iﬂaﬁ
Student nie . . [wymieni¢ fWwymienic mrmjen@é wszystkie WyCZerpljaco
potrafi wymieni¢|. -. .. ) wszystkie i T
etod i nieprecyzyjnie podstawowe netody metody _ scharakteryzowa
. kcharakteryzowa metody . ptatystycznei [
Statystycznych i |, i [ . . Ktatystyczne 1 T -
EK1 hwskasnikow C podstawowe atatystYFglle 1 kasmiki wskazmk_l wszystkie
. metody fwskazniki . zdolnosci metody
zdolnosci : - zdolnosci .
i ktatystyczne 1 dolnosci procesu Statystyczne 1
procesu oy procesu . T
L ich wskazniki procesu b ich o26lna 7 ich wskazniki
L harakterystyk zdolnosci 7 ich ogdlna | haraktervsivk kzczegotowa zdolnosci
Tystyka procesu charakterystyka ystyka charakterystyka [procesu z ich
kzczegotowa




charakterystyka
Student nie Student potrafi  [Student potrafi Stu.dent,potraﬁ Studen? potrafi
N . Student potrafi  pbliczac¢ kzczegdltowo
potrafi obliczac z pbliczac bez S B .o
bbliczyé bomoca bomocy obllczac_ wszystkie obhczac_
EK2 , wszystkie podstawowe wszystkie
podstawowych [podstawowe podstawowe s g S e
a1, g s e wskazniki wskazniki wskazniki
wskaznikow wskazniki fwskazniki ) . ) .
ocest ocesu rocesu procesu procesu zich  procesu z ich
i Pr P charakterystyka [charakterystyka
Student potrafi
Student potrafi .
) ) Student potrafi  [Student potrafi .. [pzczegotowo
Szltlf;;: e S oriltl)tcp gl ppracowac rozne ppracowac rozne Eg?i‘;i;gﬁf?ei pracowac rozne
EK3 E acowad opracowzc' kaxt karty kontrolne i karty kontrolne ibez omocy e arty kontrolne i
ngnej karty kgntro]nq ¥ fe pez gomogy je schal;aktery};f)wa €z pomocy je
feontralns Shewharta "?charakteryzowa srcharakteryzowa B, i ,charaktelyzovff'fi
& c teh o oraz uzasadnic¢
ich wybor
Autor programu: Lech Mazurek
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